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В настоящей работе представлено исследование многокомпонентных наноструктурированных металл-оксидных плёнок [1] неразрушающим методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением. 
Расчёт химического послойного фазового состава металл-оксидных плёнок проводился по методам двум методам. Первый метод основан на модели мишени плоскопараллельных слоёв с гладкой поверхностью [2]. Второй метод – на модели многослойной мишени со стохастическим наноструктурированным поверхностным слоем. 
Определены средние параметры наноразмерной шероховатости поверхности.  Обнаружено, что металл-оксидные плёнки состоят из слоёв с различными фазами оксидов и субоксидов и интерфейсного слоя между металлом и металл-оксидами толщиной порядка 1 нм. Сравнение результатов анализа, проведённого по двум методам, показывает, что погрешность определения толщины слоёв может достигать до 50%, если не учитывать наноразмерную шероховатость поверхностного слоя.
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